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Zatacznik nr 2

Opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest peten serwis, kalibracja i ew. naprawa urzadzenia do realizacji
subtelnych, niskoszumowych pomiaréw elektrycznych — Keithley 4200 Semiconductor
Characterization System. System ten pozwala na realizacje pomiaréw zaleznosci wielkosci
elektrycznych struktur i przyrzadéw pétprzewodnikowych z wysoka czutoscig (np.: pomiar pragdu —
rzedu kilku fA, pomiar pojemnosci — rzedu kilku fF), w bardzo szerokim zakresie czestotliwosci (od
polaryzacji statej do sygnatéw rzedu 30 MHz). System wyposazony jest w moduty pomiarowe
umozliwiajgce ultraszybkie pomiary impulsowe, np. metoda charge-pumping, split-CV czy stress-and-
sense oraz moduty w istotny sposdb rozszerzajgce mozliwosci pomiarowe systemu, np. ultraszybkie
zdalne przefaczniki 4225-RPM umozliwiajace realizacje pomiaréw kombinowanych I-V, C-V oraz
impulsowych.

Ustuga dotyczy realizacji petnego serwisu urzgdzenia, kalibracji i sprawdzenia poprawnosci dziatania
wszystkich zainstalowanych w systemie modutdw oraz aktualizacji oprogramowania sterujgcego.
Opisane czynnosci, z racji charakteru, stopnia ztozonosci oraz ceny urzgdzenia, mogg zostac
przeprowadzone jedynie przez producenta sprzetu poprzez oficjalnych Dystrybutoréw w Polsce.

Ustuga obejmuje odebranie urzadzenia z laboratorium Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75, 001-662 Warszawa) oraz dostarczenie go w to samo
miejsce po wykonaniu ustugi.
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